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1)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PHOTOVOLTAIC DEVICES - PROCEDURES FOR TEMPERATURE AND
IRRADIANCE CORRECTIONS TO MEASURED I-V CHARACTERISTICS

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and_electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, ffechnisal Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereaf{er referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC i ittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepa
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordaf
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exppes
consensus of opinion on the relevant subjects since each technisal com
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for infernatiqnal use a
Committees in that sense. While all reasonable efforts are|l made fo enstie tha
Publications is accurate, IEC cannot be held respon
misinterpretation by any end user

4) In order to promote international uniformity,
transparently to the maximum extent possib
between any IEC Publication and the correspondi
the latter

5) IEC itself does not provide a
assessment services and
services carried out by indep

6) All users should ensure thaf the

7) No liability shall aftach te 5
members of its te pal tighal Committees for any personal injury, property damage or
other damage of “ary Ma other direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising ou £ of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is dr ki efences cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab}é fortheicorxect applicqtion of this publication.

9) Attentlo i K ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
paten E held responsible for identifying any or all such patent rights.

International C 60891 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar

photovoltaic enery

tems.

This second edition cancels and replaces the first edition issued in 1987 and its Amendment 1
(1992) and constitutes a technical revision.

The main technical changes with regard the previous edition are as follows:

extends edition 1 translation procedure to irradiance change during |-V measurement;
adds 2 new translation procedures;

revises procedure for determination of temperature coefficients to include PV modules;
defines new procedure for determination of internal series resistance;

defines new procedure for determination of curve correction factor.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
82/581/FDIS 82/588/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain tnchanged until

e.iec.ch" in

* reconfirmed,
* withdrawn,
» replaced by a revised edition, or

@@
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PHOTOVOLTAIC DEVICES - PROCEDURES FOR TEMPERATURE AND
IRRADIANCE CORRECTIONS TO MEASURED I-V CHARACTERISTICS

1 Scope

This standard defines procedures to be followed for temperature and irradiance corrections to
the measured |-V (current-voltage) characteristics of photovoltaic devices. It also defines the
procedures used to determine factors relevant for these corrections. Requirements for |-V
measurement of photovoltaic devices are laid down in IEC 60904-1.

NOTE 1 The photovoltaic devices include a single solar cell with or without a prote \

should be separately measured for a module or subassembly of cells.

NOTE 2 The term “test specimen” is used to denote any of these devic

The following referenced documents are\indis i€ application of this document.
For dated references, only the edition ndated references, the latest edition
of the referenced document (including &
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES - PROCEDURES POUR
LES CORRECTIONS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE

L’ECLAIREMENT A APPLIQUER AUX CARACTERISTIQUES I-V MESUREES

1)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationayx desla CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norma' atlon dans les

public (PAS) et des Guides (ci-aprés denommes "Publication(s) de la CEI" ) € ) s¢_con iée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa ité iper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation isation (1SO),

Les Publications de la CEIl se présentent sous la formg— magdatiens int&rnationales et sont agréées
a 3 ef nna gs sont entrepris afin que la CEI

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, s natiomalx de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon tfansparente Publjcations de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales corrgspondantes dojven én termes clairs dans ces derniéres

La CEIl elle-méme ne fourn €. Des organismes de certification indépendants
fournissent des servicep dans certains secteurs, acceédent aux marques de

conformité de la CEI 9 3 un des services effectués par les organismes de
certification indépegdants.

Tous les utilisat ive ' qu'i i possession de la derniére édition de cette publication.
Aucune responsabilifé doi i & a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y Comprs se exerts panticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la ElI, Y i ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

dommage de quelque hatuxe qus i/ directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) S e ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre

I'objet de droits™de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60891 a été établie par le comité d'études 82 de la CEl:
Systémes de conversion photovoltaique de I'énergie solaire.

Cette seconde édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1987 ainsi que son
Amendement 1 (1992) et constitue une révision technique.

Les principales modifications techniques par rapport a I’édition précédente sont les suivantes:

extension de la procédure de transposition de I'édition 1 au changement d’éclairement
pendant la mesure 1-V;

ajout de deux nouvelles procédures de transposition;

révision de la procédure utilisée pour déterminer les coefficients de température pour
inclure les modules PV;

définition d’une nouvelle procédure pour déterminer la résistance-série interne;
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e définition d’'une nouvelle procédure pour déterminer le facteur de correction de la courbe.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
82/581/FDIS 82/588/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

\ifié_avant la date de
abstore\ies,.ch™ dans les

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://w

O«

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

=
N
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DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES - PROCEDURES POUR
~ LES CORRECTIONS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE
L’ECLAIREMENT A APPLIQUER AUX CARACTERISTIQUES |-V MESUREES

1 Domaine d’application

La présente norme définit des procédures a suivre pour les corrections en fonction de la
température et de I'éclairement a appliquer aux caractéristiques I-V (courant-tension)
mesurées des dispositifs photovoltaiques. Elle définit également les procedures utilisées pour
déterminer les facteurs appropriés pour ces corrections. Les exigences a._mesure |-V
des dispositifs photovoltaiques sont données dans la CElI 60904-1.

coyverture de
S appropriés a
de température
a e seule cellule,
il convient de noter que la résistance-série interne et le facteur de™eorrecti be seront mesurés

NOTE 1 Les dispositifs photovoltaiques comportent une seule cellule sofaire aves, ot san
protection, un sous-ensemble de cellules solaires ou un module. Un ensembl€ di
la correction |-V s’applique a chaque type de dispositif. Bien que la détepmina

NOTE 3 |l convient de préter une attention paticuliere

ilisati s parameétres de correction |-V. Les
paramétres sont valables pour le dispositif P 6té mesurég>Des variations peuvent apparaitre

Les documents de référe S Ui ’s s speénsables pour l'application du présent
document. Pour les réferent : e I'édition citée s’applique. Pour les références
non datées, i ent de référence (y compris les éventuels
amendements) $/2

des réponses spesirales dans les mesures de dispositifs photovoltaiques

CEI 60904-9, Dispositifs photovoltaiques — Partie 9: Exigences pour le fonctionnement des
simulateurs solaires

CEI 60904-10, Dispositifs photovoltaiques — Partie 10: Méthodes de mesure de la linéarité
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